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ＬＥＤ灯具在线测试和数据处理的新方法
郝　剑１，２　荆　雷１　客洪亮１，２　王　尧１，２　高　群１　王潇洵１，２　孙　强１　续志军１

（１中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，长春 １３００３３）
（２中国科学院大学大珩学院，北京 １０００４９）

摘要：为实现ＬＥＤ照明产品寿命及其可靠性的快速准确预测，在测试时间为２０００ｈ和温度应力的条件下，
提出了一种加速老化的在线测量光通量的方法．结合使用光通维持率的指数模型、失效概率的贝叶斯估计、
威布尔分布和阿伦纽斯模型，以获取２５℃条件下的失效概率分布．同时，采用能源之星ＬＭ７９０８标准推荐
的常温下６０００ｈ测量方法对相同的产品进行寿命验证．结果表明：当失效概率为６２．３％，１０％，５％和１％
时，所提计算方法得到的寿命误差分别为７％，４％，３％ 和 １％．
关键词：在线测试；加速测试；贝叶斯估计；可靠性分析
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